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摘要(译)

本发明的一个目的是提供一种用于进行中枢敏化的客观检查的系统，特
别是用于客观地确定慢性疼痛患者中枢敏化的存在或不存在的系统。本
发明提供了一种用于诊断中枢敏化的存在或不存在的装置，该装置包
括：刺激输出装置，用于输出可被对象感知的热刺激;第一输入装置，能
够输入测量开始信号;第二输入装置，能够输入测量结束信号;测量控制装
置，用于测量来自第一输入装置的输入信号和来自第二输入装置的输入
信号之间的时间。当来自第一输入装置的输入信号和来自第二输入装置
的输入信号之间的时间长于t秒（其中t代表30秒或更长且小于90秒）时，
测量控制装置确定存在中央敏化。 ）。
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